


23年5月5日LVDS Scanを行った際
のintt1データをもとに決定する。



測定項目

１ bad channelの数

２ half entryの数

から LVDS currentを設定する値を決定する。

現在は6mAに設定されている。

→今回の結果では2mAもOKだと考えている。



１ bad channelの数



データについて

• ハーフエントリーかの情報は含まれていない。

• Ampl<threshold orAmpl distribution(ノイズによって惑わされる)<critical

                                                             でもカウントされる。



LVDSによるBad ch数を見る。



全ラダーを組み合わせたもの
色=channel欠損数

LVDS=1mA
だけbad ch数

が多い

Chipの依存性
はない



レギュレーター交換によって改善されて
いる。
•レギュレーター交換前

chipによる依存性があった。

・交換後

Chipによる依存性なし

•レギュレーター交換前のテスト



全ラダーを足したプロット

LVDS=1mA
だけbad ch数

が多い



各ラダーごとにプロットし直した。

• intt1



LVDS >=2mA

• Intt1のデータ

• chの数が正しくプロットさ
れていることを確認した。

•→方法は、 LVDS=6mAで
textファイルを手計算で足
し合わせた。ものと比較。
同じ値に



LVDS >=2mA

• Intt1のデータ

• LVDS>=2mAでは、
相関関係がない。

• Bad 数から言える
ことは、
LVDS=2mAでも良
い。



どうやってハーフエントリーの数を調べる?

• 1 ch_property.root とtree
を使う

• 2  tree名はch_property

• 3 profile は Half entry数

• 4 Profile(integer) をconvert 
binaryする。

• 5 binaryからhalfかをはんだ
んする。



自作treeに入れてみた。

• intt1の全データを自作treeに入
れる。

•今回はhalf entryのときのみ、

Treeにfillした。



Half entryは
ladder３つにしか

ない。

LVDS currentは
関係ない。



またLadder2 Chip15はhalf entry

•完成したrootファイルをみたら、

• LVDS currentによらずladder2 chip15が
profile=28

•つまりhalf entry



Ladder=2がhalf entry 多い。

• Ladder=2,LVDS=2mA の
ch_property.rootファイルを
目視確認

•その結果、本当にprofile=28
だった。



まとめ

１ bad channelの数 →2mA以上

２ half entryの数→LVDSに依存しない。

以上から LVDS currentを設定する値を決定すると、

LVDS＝2mAでもよさそう。
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